
 

 MIRA3-AMUمدل  FESEM نشر میدانی میکروسکوپ الکترونی روبشی

 

کشور جمهوری چک  TESCANمحصول شرکت MIRA3-AMUمدل  FESEM نشر میدانیمیکروسکوپ الکترونی روبشی 

میکروسکوپ الکترونی روبشی این . است با عملکرد بالا  FE-SEMیک میکروسکوپ الکترونی روبشی انتشار میدانی می باشد .

بالا برای تصویربرداری با وضوح بالا  رزولوشنبا  Schottkyدارای منتشرکننده  MIRA3-AMUمدل  FE-SEMگسیل میدانی 

تمام مزایایی که با آخرین فن آوری ها و پیشرفت  MIRA3-AMUمدل  SEMو نویز کم می باشد. میکروسکوپ الکترونی روبشی 

سریعا  MIRA3-AMUمدل  FE-SEM. میکروسکوپ الکترونی روبشی انتشار میدانی می باشدد را داراارائه می شو SEMهای 

یک سیستم اسکن فوق  MIRA3-AMUمدل  FE-SEMمیدانی  نشر. میکروسکوپ الکترونی روبشی کند تصاویر را دریافت می

 سریع، جبران کننده دینامیکی و استاتیکی و اسکریپت داخلی برای برنامه های کاربردی تعریف شده توسط کاربر می باشد.

 

 معرفی محصول



 

در جریان پرتو به خصوص برای  MIRA3-AMUمدل  FESEM نشر میدانی وضوح بسیار عالی میکروسکوپ الکترونی روبشی

 SEMبسیار سودمند است. توانایی تصویربرداری میکروسکپ الکترونی روبشی  EBSDو  EDX ،WDXیبات تجزیه و تحلیل ترک

در انرژی های فرود پایین الکترون و فوق العاده پایین می تواند با استفاده از تکنولوژی کاهش سرعت پرتو  MIRA3-AMUمدل 

عملکرد ستون الکترون را با کاهش انحراف نوری افزایش می دهد و از این طریق اجازه می دهد  BDT( بیشتر شود. BDTآپشن )

را می توان با توجه به  BSEاندازه های کوچک و تصاویر با وضوح بالا در انرژی کم فراهم شود. انواع مختلفی از آشکارسازهای 

 دتکتورها نصب کرد. این MIRA3-AMUمدل  FE-SEM دانیانتشار می نیازهای تحلیلی خاص در میکروسکوپ الکترونی روبشی

بهینه سازی شده برای افزایش حساسیت تشخیص در  Scintillatorمبتنی بر  BSEیک آشکارساز  - LE-BSEشامل آشکارساز 

می باشد. پیکربندی میکروسکوپ MIRA3-AMU مدل  FE-SEMانرژی کم میکروسکوپ الکترونی روبشی انتشار میدانی 

با هندسه  GMو  LM ،XMشامل محفظه هایی به اندازه  MIRA3-AMUمدل  FE-SEMی روبشی گسیل میدانی الکترون

را انجام دهد. حالت خلاء کم  زیادمی باشد و قادر است هر دو عملیات خلاء کم و  EBSDو  EDXایده آل برای تجزیه و تحلیل 

رسانا از جمله نمونه های بیولوژیکی را فراهم می کند. نانمونه های  پاسکال( امکان تصویربرداری 500توسعه یافته )فشار محفظه تا 

منحصر به فرد پیکربندی  AMUهمچنین می تواند با یک محفظه  MIRA3-AMUمدل  SEMمیکروسکپ الکترونی روبشی 

 نمونه های فوق العاده بزرگ را فراهم می کند. SEMشود که امکان تجزیه و تحلیل 

خاص  یازهایکرد تا بتواند ن یکربندیپ محفظه ابعاد گوناگونتوان در  یرا م FESEM نشر میدانی یروبش یالکترون کروسکوپیم

-FE ی گسیل میدانیروبش یالکترون کروسکوپیم GMو  XM ماتیرا به دست آورد. به طور خاص، تنظ تجزیه و تحلیل از کاربران

SEM  مدلMIRA3-AMU ینمونه ها یاز سطح نمونه را برا قیانجام مشاهدات دق ییدهد و توانا یرا گسترش م لیتحل ییتوانا 

تواند  یکرده است که م یها را طراحچمبراز  یمحدوده خاص کی TESCAN شرکت ن،یکند. علاوه بر ا یفراهم منیز بزرگ  اریبس

-FE ی نشر میدانیروبش یالکترون کروسکوپیم GMو  XM یهامحفظه بزرگتر مطابقت داشته باشد.  یحت یفضا یبا تقاضا برا

SEM  مدلMIRA3-AMU  محفظهو  افتهیگسترش AMU تیکه به شدت از ظرف ییقرار دادن نمونه ها یفوق العاده بزرگ برا 

 کروسکوپیمی ها محفظه نیاستاندارد فراتر رفته است، هدف قرار گرفته اند. همه ا یها محفظهتحمل قابل وزن  ایحجم و  یها

 آنالیز لیپتانس جهیپورت هستند که در نت یادیشامل تعداد ز MIRA3-AMUمدل  FE-SEM ی گسیل میدانیروبش یالکترون

مختلف مانند  یهاآشکارسازدهد تا  یدهند و اجازه م یرا گسترش م MIRA3-AMUمدل  SEM یروبش یالکترون کروسکوپیم

SE ،BSE ،LVSTD ،EDX ،WDX ،EBSD ،CL  وSTEM .متصل شود 

 تا می سازد قادر آن را MIRA3-AMUمدل  FESEM انتشار میدانی یروبش یالکترون کروسکوپیمدر  دتکتور چنداستفاده از 

 .شودرسانا فراهم  یرسانا و نمونه هانا ینمونه هابرای  یربرداریامکان تصو ، ادیزخلاء خلاء کم و  یعملکردهابا 

 

 

 

 

 

 

 MIRA3-AMUمدل  FESEM یدانینشر ممیکروسکوپ الکترونی روبشی ویژگی های 

 MIRA3-AMUمدل  FESEM یدانیر ماشتنامیکروسکوپ الکترونی روبشی  مدرن یالکترون های کیاپت

 تصویربرداری با نویز کمبالا / جریان بالا /  کیفیت تصویربا  یربرداریتصو یبالا برا کیفیت تصویر با  Schottky امیتر •



 

متوسط  یلنز اختصاص کیبا  Unique Wide Field Opticsبا میدان گسترده منحصر به فرد اپتیک های  طراحی •

(IML )می دهد. شیارائه نما رهیعمق تمرکز، و غ ایو  افتهی شیافزا نهیزم یبرا ها راحالت  طیف گسترده ای از کار و  

 .دهد  یمرا پرتو  انیو مداوم از پرتو و جر میاجازه کنترل مستق و عملکرد آن پرتو یساز نهیبه •

 یبرا MIRA3-AMUمدل  FE-SEM( میکروسکوپ الکترونی روبشی انتشار میدانی BDTپرتو ) عیتسر یتکنولوژ •

 پرتو الکترون کم یدر انرژکیفیت تصویر عالی 

در فواصل  MIRA3-AMUمدل  FE-SEMمیدانی  گسیلمیکروسکوپ الکترونی روبشی فوق العاده  یربرداریتصو •

 (یاری)اخت In-Beamبا حسگر قدرتمند کاری کوتاه 

 است کیکاملا اتومات MIRA3-AMUمدل  SEM یروبش یالکترون کروسکوپیم یالکترون کیاپت یو هم تراز میتنظ •

 نانومتر 20تا MIRA3-AMUمدل  SEM یروبش یالکترون کروسکپیم یربرداریتصو سرعت •

 نشر میدانی یروبش یالکترون کروسکوپیمدر  شرفتهیپ 3Dپرتو  یمنحصر به فرد با استفاده از تکنولوژ  یربرداریتصو •

FESEM  مدلMIRA3-AMU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MIRA3-AMUمدل  FESEM یدانینشر ممیکروسکوپ الکترونی پتانسیل آنالیز 

و  MIRA3-AMU (LM ،XMمدل  FE-SEMمیدانی  گسیلمیکروسکوپ الکترونی روبشی  یها محفظهتمام  •

GM ) یآل برا دهیهندسه ا ی یکدارامحوری  5با استفاده از یک استیج EDX  وEBSD باشد. یم 

، MIRA3-AMU (XMمدل  FE-SEMمیدانی  انتشارمیکروسکوپ الکترونی روبشی  فوق العاده بزرگ یها محفظه •

GM باشد ی( ماینچی 12 و 8،  6بزرگ ) یها فریبزرگ از جمله و ینمونه ها یکه قادر به جمع آور یقو استیج( با. 



 

در  گرید یاریو بس EBSD detectorsو  EDX ،WDXاتصال  یبرا نهیبه یلیرابط متعدد با هندسه تحل یپورت ها •

 MIRA3-AMUمدل  FESEMمیکروسکوپ الکترونی روبشی 

 ستالیبر کر یمبتن یآشکارسازها نیاول دارای MIRA3-AMU مدل SEMمیکروسکوپ الکترونی روبشی  •

scintillation 
 ی آپشنلوازم جانب ریو سا یانتخاب آشکارسازها •

با  یتوان به سرعت و به راحت یرا م MIRA3-AMU مدل SEMمیکروسکپ الکترونی روبشی در کامل  یاتیخلاء عمل •

 .خلاء خشک به دست آوردپمپ و  رخلاء قدرتمند توربو مولکولا یپمپ ها

رسانا  ریغ ینمونه ها یبررسبا قابلیت  MIRA3-AMUمدل  FE-SEMمیدانی  گسیلمیکروسکوپ الکترونی روبشی  •

 ریفشار متغ یدر حالت ها

از نمونه  یعال یبردار ریتصوبا قابلیت  MIRA3-AMUمدل  FE-SEMمیدانی  نشرمیکروسکوپ الکترونی روبشی  •

 یسیمغناط

 اعوجاجبدون  MIRA3-AMU مدل SEMمیکروسکوپ الکترونی روبشی  EBSD یالگو •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MIRA3-AMUمدل  FESEM یدانینشر ممیکروسکوپ الکترونی روبشی  عیسر یو نگهدار ریتعم

و به  در حالت مطلوب آسان است MIRA3-AMUمدل  FESEMمیدانی  گسیلمیکروسکوپ الکترونی روبشی داشتن  نگه

میدانی  انتشارمیکروسکوپ الکترونی روبشی شده است تا عملکرد  یبا دقت طراح اتی. هر جزئدارد ازیحداقل زمان خاموش شدن ن

FESEM  مدلMIRA3-AMU به حداقل برسد و تلاش اپراتور سیدهبه حداکثر ر. 

 MIRA3-AMUمدل  FE-SEM یدانیر ماشتنامیکروسکوپ الکترونی روبشی  خودکار یروش ها



 

 یها یژگیخودکار از و اتیعمل گریاز د یاریو بس MIRA3-AMUمدل  SEMمیکروسکپ الکترونی روبشی  کیاتومات میتنظ

مدل  FE-SEMمیدانی  گسیلمیکروسکوپ الکترونی روبشی  خاص

MIRA3-AMU وجود دارد که به  گریخودکار د یاز روش ها یاریاست. بس

میدانی  انتشارمیکروسکوپ الکترونی روبشی  میزمان تنظ یطور قابل توجه

FE-SEM  مدلMIRA3-AMU خودکار . جهت یابی دهد یرا کاهش م

کند  یرا کنترل م MIRA3-AMUمدل  SEM یالکترون روبش کروسکپیم

. رابط دکن یخودکار را فعال م لیو تحل هیو تجز

 Shark SEMکنترل از راه دور  یکاربر

مدل  FESEMپ الکترون روبشی ومیکروسک

MIRA3-AMU به اکثر  یامکان دسترس

از جمله کنترل خلاء  کروسکوپیم یها یژگیو

کنترل نور، کنترل مرحله، گرفتن  کروسکوپ،یم

کتابخانه .کند یرا فراهم م رهیو غ ریتصو

پ ومیکروسک Pythonفشرده  پتیاسکر

-MIRA3مدل  FESEMالکترون روبشی 

AMU دهد. یها را ارائه م یژگیو نیهمه ا 

 

 

 

 MIRA3-AMUمدل  FE-SEM یدانیم گسیلمیکروسکوپ الکترونی روبشی  کاهش سرعت پرتو یتکنولوژ



 

شامل  MIRA3-AMUمدل  FESEMمیدانی  گسیلمیکروسکوپ الکترونی روبشی ( BDTپرتو ) کاهش سرعت یتکنولوژ

 طیبالا در شرا دید هیبا زاو BSE صیتشخ یاست که برا In-Beamآشکارساز  نیدتری( و جدBDMپرتو )سرعت  کاهشحالت 

ها در پرتو قبل از برخورد با سطح نمونه،  الکترون ی، انرژBDMشده است. در  یطراح BDMدر  SE گنالیاستاندارد و س یاتیعمل

 اکترون ولت 50کم تا  اریفرود بس ی. انرژابدی یشود، کاهش م ینمونه اعمال م استیج یکه بر رو یمنف بایاسولتاژ  کیبا استفاده از 

قابل  MIRA3-AMUمدل  FESEMمیدانی  انتشارمیکروسکوپ الکترونی روبشی در ( یدر کنترل دست الکترون ولت 0) 

 یدهد تا اندازه ها یاجازه م جهیدهد، در نت یم شیافزا ینور انحرافاتعملکرد ستون الکترون را با کاهش  BDMاست.  یابیدست

رسانا  ریغ یکاهش اثرات شارژ در نمونه ها یالکترون برا نییپا یها ی. انرژمشاهده شود کم یوضوح بالا در انرژ اب ریکوچک و تصو

 است.  دیمف یکیولوژیب یحساس به پرتو مانند نمونه ها ینمونه ها زیو ن

 MIRA3-AMUمدل  FE-SEM یدانیم نشرمیکروسکوپ الکترونی روبشی  نرم افزار کاربر پسند

 از زبان ها  یاریبس و قابل استفاده با MIRA3-AMUمدل  SEM یروبش یالکترون کروسکوپیچند کاربره م طیمح •

 MIRA3-AMUمدل  FESEMمیکروسکپ الکترونی روبشی  گزارش جادیو ا ریتصو تیریمد •

 MIRA3-AMUمدل  FESEMمیدانی  گسیلمیکروسکوپ الکترونی روبشی  ستمیس یآمادگ خودکار چک کردن •

مدل  FESEMمیدانی  انتشارمیکروسکوپ الکترونی روبشی  صیاز راه دور / تشخ یدسترسقابلیت شبکه و  اتیعمل •

MIRA3-AMU 

مدل  FESEMنرم افزار ماژولار میکروسکوپ الکترونی طراحی  •

MIRA3-AMU با قابلیت چندین اتصال 

 

 

 

 

 TESCANلیتوگرافی پرتو الکترونی توسط 

و قابل  ریانعطاف پذ اریبس کی( به عنوان تکنEBL) یپرتو الکترون یتوگرافیل

در  EBL یاصل تینانو ساخته شده است. مز یفناور یکاربردها یاعتماد برا

 یفعل یاست. ابزارهاآن رزولوشن بالاتر  ،یتوگرافیل یها روش ریبا سا سهیمقا

EBL ندیفرااین کنند.  جادیاندازه چند نانومتر ا یها یژگیدهد تا و یاجازه م 

دارد. کاربران  یساز نهیبه ستمیس کینمونه و  هیروش متداول در ته کیبه  ازین

 EBLتواند  یم MIRA3-AMUمدل  SEM یروبش یالکترون کروسکوپیم

ر و کنترل شگریرایمانند و شرفتهیپ CAD، یک  DrawBeamرا با استفاده از 

پرتو الکترون از محور  تیهدا یکه برا کیالکترواستات Beam Blankerیک و 

 تنظیماتقرار گرفتن ناخواسته در معرض سطح نمونه در طول حرکت پرتو و زمان از شود،  یاستفاده م SEMستون  اپتیکی

 .کند یم یریجلوگ



 

DrawBeam کی یپرتو الکترون یتوگرافیاست. ل ونی/  الکترون یپرتوها یتوگرافیل یبرنامه ها یقدرتمند برا یابزار نرم افزار کی 

شود.  یم نیی( تعرهیقرار گرفتن در معرض، روند توسعه، و غ طیاز عوامل )مانند مقاومت، شرا یاست که در آن تعداد دهیچیپ ندیفرآ

 یانرژ نکهیمتر است )با فرض ا 10-12طول موج نور محدود است، طول موج الکترون  لهیکه عمدتا به وس ینور یتوگرافیبرخلاف ل

با  .نقطه متمرکز شود کی در یتواند به راحت یم نانومتر 2-1است( و پرتو الکترون اندازه حدود  ولتالکترون  لویک 30الکترون 

مجهز به نرم افزار  TESCAN ساخت MIRA3-AMUمدل  FE-SEMمیدانی  انتشارمیکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده از 

DrawBeam  وBeam Blanker می توان لیتوگرافی را با دقت و بطور مکرر انجام داد. کیالکترواستات 

 

 (هیثان 60 یبرا کیاولتراسون یساعت و کمک ها 1 یاستون برا RTخوردن در  سیآماده شده )خ یمربع از آنتن ها هیآرا کی SEM اتیجزئ

 

 

 

 

 

 

مدل  FE-SEM یدانیم نشرمیکروسکوپ الکترونی روبشی توسط  ستالیکر یدر مواد پل یجذب الکترون یالگو

MIRA3-AMU 

 کروسکوپیبا م یماده بلور کیتواند در  یاست که م pseudo-Kikuchiاز خطوط  ریتصو کی( ECP) یالکترون جذب یالگو

مدل  FESEMمیدانی  گسیلمیکروسکوپ الکترونی روبشی در  ژهی. در حالت اسکن ودیبه دست آ SEM روبشی یالکترون

MIRA3-AMU  که به نامChanneling نگیکانال یالگو کیو  ابدی ینقطه چرخش م کیشود، پرتو در اطراف  یم دهینام 

 یبرا زیروش را ن نیا TESCAN روبشی یالکترون کروسکوپینسل از م نیکند. آخر یم جادیارا ( SACPشده ) بمنطقه انتخا

 بهبود داده است. یستالیکر یاز مواد پل یدر برخ جهت گیری دانه ها یابیارز

 شیآزما



 

 دیو با ستین یاستاندارد کاف یمتالوگراف ینمونه ها یاست. آماده ساز یکنتراست کانال الکترون ضرور یسطح برا یبالا تیفیک

 گرید میزیمن کونیلیاستفاده شود. س یونی مریپل ای سیپل یاز روش الکتروپل است بهتر ای( OPS) یدیکلوئ سیلیس مریتوسط پل

فولاد ضد زنگ  یستالیکر یپل کی( مورد استفاده قرار گرفت. به عنوان مثال شتریب یآماده ساز ن)بدو هیاول شیآزما یبرا یهاد مهین

 MIRA3-AMUمدل  FESEMمیدانی  انتشارمیکروسکوپ الکترونی روبشی  شات،یتمام آزما ی( استفاده شد. برا304 تی)آستن

 مورد استفاده قرار گرفت. YAG-scintilator BSE آشکارساز کیبا 

 

 مشخص شده است.  یاصل یبا نوارها یهاد مهین گرید تک کریستالی کونیلیس کی یبر رو یالکترون نگیکانال یالگو

 درجه است. 22پرتو  بینشان دهنده ش دید دانیم

 

 

 

 کانالی حالت اسکن

 کیحالت  نیشود. در ا یارائه م TESCAN ساخت SEMمیکروسکوپ الکترونی محصولات خاص توسط  یحالت اسکن کانال ها

را نشان ی ستالیکر صفحات یروشن بر رو pseudo-Kikuchi یکند که باند ها یم جادینقطه ا کیدر اطراف  باریک یپرتو مواز

 کند. یمشخص م مواد یرا برا pseudo-kikuchiخطوط  ECPحاصل از  ریدهد. تصو یم



 

 

 .یکرو خطای حیبا تصح (b) نگی( و حالت کانالa) یکرو خطایبدون اصلاح  Rocking Beamحالت  سهیمقا

 کرومتریم 20حدود  بایبا اندازه دانه تقر یستالیکر یاز فولاد ضد زنگ پل ریتصاو

 

 

(a)  ابدی یم شیمختلف الکترون افزا ی. دانه ها با کنتراست کانال هایتیشده از فولاد ضد زنگ آستنش یلوالکتروپمقطع .(b) SACP  ها در دانه

 .دیآ یمشخص شده به دست م یها

 MIRA3-AMUمدل  FE-SEM یدانیم گسیلمیکروسکوپ الکترونی روبشی کاربردهای 

 علوم مواد در  MIRA3-AMUمدل  FE-SEM یدانیم نشرمیکروسکوپ الکترونی روبشی  استفاده از •

خصوصیات مواد مانند فلزات، سرامیک، پلیمرها، جهت تعیین  MIRA3-AMUمدل  SEM یروبش یالکترون کروسکوپیماز 

 استفاده می شود. فرومغناطیسی و غیرهمتالورژی، تحلیل شکست، فرایندهای تخریب، مواد ، کامپوزیت ها، پوشش ها



 

نیمه هادی در  MIRA3-AMUمدل  FESEM یدانیم لیگسمیکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده از  •

 ها و میکروالکترونیکها 

شکست در  آنالیزبازرسی مقاطع و جهت  MIRA3-AMUمدل  FE-SEM ی انتشار میدانیروبش یالکترون کروسکوپیماز 

D-ICs3  استفاده می شود. بزرگ و غیره ویفرهایبسته بندی ، بازرسی  آوری های پیشرفتهها و فن 

 مهندسی برق در  MIRA3-AMUمدل  SEMمیکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده از  •

بازرسی سلول خورشیدی، بازرسی جهت  MIRA3-AMUمدل  FE-SEM ی گسیل میدانیروبش یالکترون کروسکوپیماز 

 استفاده می شود. ، لیتوگرافی و غیرهPNمیکروالکترونیک، تجسم پیوند 

تحقیقات در MIRA3-AMUمدل  FE-SEM یدانیم انتشارمیکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده از  •

 قانونی 

باقی مانده گلوله، بررسی گلوله و کارتریج، مقایسه علامت  جهت آنالیز MIRA3-AMUمدل  SEM یالکترون کروسکوپیماز 

 استفاده می شود. مو، الیاف، پارچه و کاغذ، رنگ، مشخصه جوهر و چاپ، خطوط عبور، بررسی اسناد تقلبی و غیره آنالیزابزار، 

 تحقیقات در  MIRA3-AMUمدل  FE-SEM یدانیم لیگسمیکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده از  •

کانی شناسی، زمین شناسی، تجزیه و جهت مطالعات  MIRA3-AMUمدل  FESEM یروبش یالکترون کروسکوپیماز 

 تحلیل، باستان شناسی، شیمی، مطالعات محیط زیست، تجزیه ذرات، فیزیک کاربردی، فناوری نانو، نانو پروتوتایپ، و غیره

 استفاده می شود.

 در علوم زیستی MIRA3-AMUمدل  SEMمیکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده از  •

علوم گیاه شناسی، انگل شناسی، داروسازی، بافت شناسی جهت  MIRA3-AMUمدل  SEM یالکترون کروسکپیماز 

STEMاستفاده می شود. ، ایمپلنت دندان، و غیره 

 



 

 

8: Silicon powder imaged uncoated at 2 keV with the SE (BDM) detector  

 9: Goethite powder FeO(OH) imaged uncoated at 3 keV with the SE (BDM) detector 

 

 

10: TiO2 nanotubes imaged at 10 keV with the In-Beam detector 

11: Zn spheres imaged at 5 keV with the InBeam detector 
 

 

 

 

 



 

 

12: Latex imaged at 10 keV at low vacuum with the LVSTD detector 

13: Sample of LiFePO4 imaged at 3 keV with the In-Beam SE detector 

 
14: Interface of a solder bump imaged at 10 keV with the In-Beam BSE detector  

15: Detailed image of the structure under a cross-sectioned solder bump imaged at 10 keV with the SE detector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16: Surface of a transistor imaged at 25 keV with the 

SE detector  

17: Surface of a transistor imaged at 25 keV with the 

EBIC detector 

 

 

 

 

 

 

 

 

18: A wire bond in a chip imaged at 5 keV with the 

SE detector  

19: A MEMS gyroscope imaged at 5 keV with the SE 

detector 

 

 

 

 

 

 

20: Cryo-frozen hydrogel imaged in its hydrated 

state at low vacuum conditions and at 5 keV with 

the LVSTD and the LE-BSE detector   

21: A cross-section of a resin-embedded plant 

root imaged at 5 keV with the LE-BSE detector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22: A flower seed imaged at 5 keV with the In-

Beam SE detector  

 23: Diatoms imaged at low vacuum conditions 

and 15 keV with the LVSTD detector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 MIRA3-AMUمدل  FE-SEM یدانیم لیگسمیکروسکوپ الکترونی روبشی  AMUمشخصات محفظه 

 توضیح مشخصه

 SEM 880 mm (width) × 1200 mm (depth) یروبش یالکترون کروسکوپیم AMU محفظه اندازه داخلی

 SEM 880 mm (width) × 456 mm (height) یروبش یالکترون کروسکپیم AMUمحفظه  درب

+SEM 6 یالکترون روبش کروسکوپیم AMU محفظهی تعداد پورت ها  

 SEM Integrated active vibration isolation system یالکترون کروسکوپیم AMU محفظه اتاق تعلیق

 MIRA3-AMUمدل  FE-SEM یدانیم گسیلمیکروسکوپ الکترونی روبشی مشخصات فنی 

 توضیح مشخصه

 SEM یروبش یالکترون کروسکوپیم رزولوشن در حالت خلاء زیاد
SE 

In-Beam SE (option) 

Beam Deceleration Mode (option) 

STEM 
 SEM یروبش یالکترون کروسکپیم رزولوشن در حالت خلاء کم

BSE 

LVSTD (option) 

 

2.0 nm at 30 keV 

2.5 nm at 15 keV 

1.5 nm at 30 keV 

ϕ 
2.5 nm at 30 keV 

2.5 nm at 30 keV 

 SEM یالکترون روبش کروسکوپیم خلاء کاری
Chamber – High – vacuum mode Chamber – Low – 

vacuum mode (available only for UniVac) Gun vacuum 

< 9  ×3-10 Pa* 7 – 500 Pa** 

< 3  ×7-10 Pa * pressure < 5 × 10-4 Pa can be displayed with an optional WRG 

vacuum gauge (on request,     not applicable to MIRA3 AMU). ** with low 

vacuum aperture inserted 
 مود کاری اپتیک های الکترون

High-vacuum mode Low-vacuum mode 

Resolution, Depth, Field, Wide Field, Channeling Resolution, Depth 

 SEM Continuous from: 2 × to 1,000,000 × (LM); 1 × to 1,000,000 × (XM, GM) (for یالکترون کروسکوپیم بزرگنمایی

5’’ image width in Continual Wide Field / Resolution mode) For AMU 

chamber the maximum useful magnification: 100,000 × / 50,000 × / 10,000 × 

for samples weighting < 0.5 kg / < 5 kg / > 5 kg 
 FESEM LM, XM, GM: 6.4 mm at WD analytical 10 mm, AMU: 10 mm at WD یروبش یالکترون کروسکوپیم میدان دید

analytical 15 mm 20 mm at WD 30 mm 
 FE-SEM 200 V to 30 kV / 50 V to 30 kV with BDT (Beam Deceleration Technology) یروبش یالکترون کروسکوپیم ولتاژ شتاب/فرود

option 
 FESEM High Brightness Schottky Emitter یروبش یالکترون کروسکپیم تفنگ الکترونی

 SEM 2 pA to 200 nA یالکترون کروسکوپیم جریان پروب

 SEM From 20 ns to 10 ms per pixel adjustable in steps or continuously یالکترون کروسکوپیم سرعت اسکن

 SEM Focus window (shape, size and position continuously adjustable) Dynamic یالکترون روبش کروسکوپیم ویژگی های اسکن

Focus, Point & Line Scan, Image rotation, Image shift, Tilt compensation, 3D 

Beam, Life Stereoscopic Imaging (SEM); other scanning shapes are available 

through the optional DrawBeam software 
 FESEM 16،384  ×16،384 pixels, adjustable separately for live image (in 3 steps) and for یالکترون روبش کروسکوپیم اندازه تصویر

stored images (11 steps), selectable square or 4:3 or 2:1 rectangle. Unlimited 

large panorama image size (up to storage capacity). 

 SEM All microscope functions are PC-controlled using a trackball, mouse and یالکترون روبش کروسکوپیم کنترل میکروسکوپ

keyboard via the program MiraTC using Windows™ platforms. 

 SEM In-Flight Beam Tracing™ beam optimization, Spot Size and Beam Current یالکترون روبش کروسکوپیم کردهای اتوماتیکلعم

Continual, WD (focus) & Stigmator, Contrast & Brightness, Scanning Speed 

(according to Signal- Noise Ratio), Gun Centering, Column Centering, 

Vacuum Control, Compensation for kV, Look-Up Table, Auto-diagnostics 
 SEM Via TCP/IP, open protocol یالکترون روبش کروسکوپیم کنترل از راه دور

 

 


